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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

コーティング剤は塗工対象となる基材の種類により、塗膜の物性が変化する。
この要因は、塗膜中における配合成分の分散状態によるものと推測しているが、そ
れを分析により検証することができていない。
塗膜中における配合成分の分散状態を観察することができれば、基材の種類と配合
成分の関係を解明し、コーティング剤の性能発現に関する知見を得ることができる
と考える。

実験
Experimental

コーティング膜をウルトラミクロトームやイオンスライサー、FB-2000などの加工
装置を用いて超薄切片とした。
作成した超薄切片を透過型電子顕微鏡（JEM-2100Plus）を用いて透過電子像を観
察した。
また必要に応じて電子染色を行ってから観察を実施した。

結果と考察
Results and Discussion

電子染色によって塗膜中における配合成分の分散状態をより明確に観察することが
できた。
有機物をリンタングステン酸で染色しているため、暗部が染色された箇所であるこ
とが分かる。
塗膜中に相分離が生じており、その分散状態が塗膜の物性に影響していると考えら
れる。
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